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Перечень вопросов для подготовки к экзамену

1. Общая характеристика методов структурного анализа. Прямые и косвенные методы, их физические основы.

2. Физические основы  макроструктурного анализа металлов. Изготовление образцов. Примеры практического применения.

3. Физические основы и цели микроструктурного анализа. Методика приготовления образцов.

5. Принципиальная схема, устройство и принцип работы металлографического   микроскопа.

6. Основные характеристики металлографического микроскопа.   Разрешающая способность, общее и полезное увеличение.

7. Свойства света. Явления дифракции, интерференции, поляризации.

8. Оптические свойства структурных составляющих металлографических  шлифов. Отражающие, поглощающие, рассеивающие способности материалов.

9. Металлографический микроструктурный  анализ с использованием светлопольного освещения. Принцип получения изображения от непрозрачного объекта.

10. Анализ микроструктуры металлов с использованием косого освещения.  Особенности осветительной  системы. Достоинства метода и его применение.

11. Исследование микроструктуры металлов в « тёмном поле». Особенности осветительной системы. Достоинства метода,  области его применения .

12. Применение цветных светофильтров при микроскопическом исследовании многофазных структур. Выявление структурных составляющих .  

13. Физические основы и целесообразность исследования микроструктуры в поляризованном свете.

14. Применение метода фазового контраста  при изучении микроструктуры металлов и сплавов. 

15. Использование интерференционного микроскопа при исследовании микроструктуры металла. Исследование структурных изменений при деформации.

16. Методы фиксирование изображения микроструктуры, полученного с помощью металлографического  микроскопа.

17. Количественные анализаторы микроструктуры. Принцип работы приборов «Квантимет», «Эпиквант»,  их  устройство, принцип работы. результаты исследований. 

18. Фрактографический анализ. Изучение макро - и микростроения изломов.
19. Физические основы электронной микроскопии. Устройство и принцип работы электронного микроскопа.

20. Косвенный метод электронно-микроскопического исследования металлов и сплавов методом реплик. Методики приготовления реплик. Недостатки метода реплик.

21. Полупрямой метод электронно-микроскопического исследования гетерофазных сплавов. Получение  реплик с извлечёнными частицами. Достоинства метода.

22. Прямой метод электронно-микроскопического исследования методом фольг. Способы изготовления фольг, применение метода, его достоинства и недостатки.

23.  Растровая электронная микроскопия (РЭМ). Устройство микроскопа и принцип его работы. 

24. Методика исследования металлов с помощью РЭМ. Требования к изготовлению образцов.

25. Эффекты, возникающие при взаимодействии электронного пучка с веществом при работе растрового электронного микроскопа.

26. Применение РЭМ в металловедческих исследованиях. Изучение металлографической, кристаллографической и дислокационной структуры металлов.

27. Основы физики рентгеновских лучей. Получение рентгеновских лучей. Принципиальная схема рентгеновской трубки.
28. Сплошной  и характеристический спектры рентгеновских лучей.

29. Основные задачи рентгеноструктурного анализа металлов и сплавов.

30. Формула Вульфа –Брэггов. Определение периода кристаллической решётки методом рентгеноструктурного анализа . 

31. Физические основы качественного рентгеноструктурного анализа металлов. Получение и порядок расчёта  дифрактограмм, приготовление образцов.

32. Физические основы  количественного рентгеноструктурного анализа металлов. Основные методы.

33. Дифрактометрический анализ дефектов кристаллического строения по эффекту уширения линий.

34. Анализ фазового состава сталей после закалки и отпуска. Основы методики определения количества и состава основных фаз закалённой стали -  мартенсита и  Аост..

35. Основы электронографического анализа , его применение. Устройство и принцип работы электронографа.

36. Физические основы нейтронографического анализа. Получение нейтронов. 

37. Физические основы оптической спектроскопии. Принцип работы стилоскопа.
38. Основные методы оптического спектрального анализа . Качественный,  

полуколичественный и количественный спектральные анализы.. Источники ошибок и методы их устранения. 

39. Физические основы рентгеноспектрального анализа материалов.

40. Аппаратура и образцы для рентгеноспектрального анализа. 

41. Флюоресцентный рентгеноспектральный анализ металлов.
42. Эмиссионный рентгеноспектральный анализ материалов. 
43. Рентгеноспектральный микроанализ (РСМА), его применение  для решения задач физического металловедения.
44. Качественный и количественный химический анализ поверхности материалов методом Оже – электронной микроскопии.

45. Применение методов измерения электрических свойств  при исследовании структуры металлов и сплавов.
